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Перечень дисциплин вступительного экзамена

 по специальности 6М071600 «Приборостроение»

	№

п/п
	Наименование дисциплины
	Кол-во

вопросов
	Страницы

	1
	Интегральная и микропроцессорная схемотехника 
	20
	2

	2
	Программирование и компьютерные технологии
	15
	3

	3
	Основы информационно-измерительных технологий
	15
	4

	4
	Основы электроники
	20
	4

	5
	Стандартизация, метрология и сертификация
	20
	5

	6
	Приборы и методы исследований
	30
	6


Программа вступительного экзамена по дисциплине «Интегральная и микропроцессорная схемотехника»

1. Понятие логической переменной. Логический элемент и логическое устройство. Входные и выходные логические переменные,  логические функции. 

2. Табличный и аналитический способ задания логической функции.

3. Аксиомы алгебры логики, законы алгебры логики. Следствия из них и практическое использование.
4. Три основных вида комбинационных логических устройств - шифратор, дешифратор и кодопреобразователь.

5. Последовательностные логические схемы. Триггеры.
6. Регистры,  счётчики. Синтез счётчиков. 

7. Сумматоры, мультиплексоры, компараторы.

8. Постоянная и оперативная память, статическая и динамическая память, однократно программируемая и многократно перепрограммируемая память с ультрафиолетовым и электрическим стиранием.
9. Программируемые логические матрицы.

10. Реализация ЦАП, зависимость выходного напряжения ЦАП  от входного кода и величины опорного напряжения. Типовые микросхемы ЦАП. 
11. Реализация АЦП. Типовые микросхемы АЦП. Быстродействие ЦАП и АЦП.
12.Понятие архитектуры, структура микропроцессора  и его основные узлы. 

13. Цикл работы микропроцессора, типы адресации и система команд. 

14. Организация интерфейса микропроцессорных устройств с внешними устройствами и памятью. 

15. Микроконтроллеры и его основные узлы. 

16. Перспективы развития схемотехнических решений цифровой и микропроцессорной техники.

17. Основные параметры микропроцессоров:  разрядность адресов и данных, объем адресуемой памяти, быстродействие. 

18. Формы представления и принципы обработки данных в микропроцессорных смстемах.
19. Принципы организации МП систем; Структуры связей: радиальная, древовидная, кольцевая, матричная; Протоколы локальных сетей.
20. Методы автоматизации схемотехнического проектирования узлов микропроцессора. Пакеты прикладных программ проектирования электронных схем. 
Программа вступительного экзамена по дисциплине «Программирование и компьютерные технологии»

1. Понятие информационной и компьютерной технологии.

2. Алгоритм и его свойства. Способы представления алгоритмов. Основные алгоритмические  структуры.

3. Элементы языка программирования Паскаль (синтаксис, семантика, операторы, типы данных). 

4. Управляющие конструкции на Паскале. Операторы условия и выбора. Операторы цикла с предусловием, постусловием и вложение циклов

5.. Подпрограммы на Паскале. Процедуры и функции. Описание процедуры. Описание функции. Формальные и фактические параметры.

6. Обработка массивов на Паскале. Одномерные и двумерные массивы Алгоритмы сортировки массивов.

7. Работа с записями и файлами. Объявление записей. Обращение к элементам записи. Описание файлов. Стандартные процедуры и функции для работы с файлами.

8. Объектно-ориентированное программирование. Понятие  объекта. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм.

9. Классификация информационных технологий

10. Техническое обеспечение компьютерных информационных технологий и его классификация.

11. Программное и информационное обеспечение компьютерных информационных технологий.

12. Цели и задачи автоматизации проектирования. Классификация САПР.

13. Современная автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Компоненты систем контроля и управления и их назначение.

14. Архитектура компьютерных сетей. Стандартизация компьютерных сетей.

15. Компьютерные информационные технологии предметных областей. Информационные технологии управления предприятиями.

Программа вступительного экзамена по дисциплине «Основы информационно-измерительных технологий»
1. Измерительные каналы, основные определения. Статические и динамические характеристики измерительных каналов.

2. Классификация измерительных сигналов. Методы преобразования измерительных сигналов. Вероятностные методы в анализе и синтезе измерительных каналов. Законы распределения сигналов в измерительных каналах.
3. Точечные оценки обработки результатов измерений. Многократные равноточные и неравноточные измерения. Обработка экспериментальных данных при прямых измерениях, при косвенных измерениях, при совокупных измерениях. Прогнозирование ошибки результата измерений. Автоматизация обработки данных.

4. Преобразователи напряжения. 
5. Преобразователи частоты. 
6. Преобразователи временного интервала. 
7. Преобразователи сигналов сложной формы.

8. Преобразователи деформации. 
9. Преобразователи температуры. 
10. Преобразователи угловых перемещений. 

11. Новые физические эффекты, используемые для получения измерительной информации
12. Автоматизация проведения научных исследований
13. Современные датчики и преобразователи сигналов
14. Технические средства передачи и приема измерительной информации
15. Новые физические эффекты, используемые для получения измерительной информации
Программа вступительного экзамена по дисциплине «Основы электроники»
1. Полупроводниковые диоды. Классификация, характеристики и основные параметры. 
2. Транзисторы, устройство и основные физические процессы. Классификация, характеристики и основные параметры транзисторов.

3. Тиристоры, классификация, характеристики и основные параметры
4. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Основные характеристики.
5. Усилители, классификация, основные параметры и характеристики. 

6. Операционные усилители, основные параметры и схемы с их использованием.

7. Фильтры, пассивные, активные. Расчет и реализация фильтров.

8. Операционные усилители, их характеристики и схемы включения. 

9. Транзисторные ключи на биполярных и полевых транзисторах. 

10. Мультивибраторы. 
11. Понятие аналоговой и цифровой электроники.

12. Понятие интегральной и гибридной схемотехники.
13. Модуляторы, назначение и применение.
14. Типы полупроводниковых диодов, применяемых в низкочастотных цепях.
15. Детекторы модулированных колебаний.
16. Стабилизаторы напряжения, назначение и основные типы. 

17. Стабилизаторы напряжения компенсационного типа.

18. Селекторы импульсов по длительности.
19. Основные положения теории обратной связи применительно к усилителям.
20. Трансформаторы, назначение и характеристики.
Программа вступительного экзамена по дисциплине  «Стандартизация, метрология и сертификация»

1. Основные принципы стандартизации.  Объект, аспект и уровень стандартизации.

2. Международная организация по стандартизации (ISO)

3. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. Международные организации по стандартизации. 

4. Сущность и содержание метрологии
5. Мера. Стандартный образец. Рабочие средства измерений. Стандартизированные средства измерений
6. Основы обеспечения единства измерений, единообразия средств измерений. Основные положения и статьи Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»
7. Эталоны и поверочные схемы

8. Правовые основы метрологической деятельности. Закон РК « О техническом регулировании»
9. Классификация. Первичный и вторичный эталоны. Схемы поверки. Перспективы их развития
10. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование
11. Государственная метрологическая служба Порядок организации, функции. Нормативная база метрологии

12. Средства измерений и контроля
        13. Понятие «неопределённость измерения». Измеряемая величина. Реализованная величина. Погрешность и неопределённость
        14. Основные цели и объекты сертификации

        15. Термины и определения в области сертификации.Добровольная сертификация. Правовые основы обязательной сертификации.
        16. Качество продукции и защита потребителя. Качество продукции, показатели качества. Роль качества в современных условиях.
        17. Методы оценки уровня качества продукции. Организация системы управления качеством продукции на предприятии.
        18. Сертификация систем качества. Основные этапы сертификации систем качества. Состав документов, подтверждающих наличие системы качества на предприятии.

        19. Определение оптимального  уровня унификации в стандартизации

        20. Основные направления унификации; определение показателей уровня унификации изделий.
Программа вступительного экзамена по дисциплине  «Приборы и методы исследований»

1. Преобразователи различных физических величин и полей

2. Методы расчета статических и динамических характеристик приборов

3. Аналитические и статистические методы исследований.

4. Экспериментальные методы исследований.

5. Методы обработки результатов исследований.

6. Языки имитационного моделирования. 

7. Алгоритмизация моделей.

8. Системы экспертных оценок.

9. Датчики Холла

10. Методы измерения производительности конвейера

11. Технические требования к ИИС доменного процесса

12. Структура ПО ИИС управления температурой в бройлере

13.  Датчики термоЭДС

14. Методы измерения ускорения

15. Технические требования к ИИС автоматического токарного станка

16. Структура ПО ИИС управления температурой доменного процесса

17. Датчики индуктивные

18. Методы измерения расхода тепла

19. Технические требования к ИИС обогатительной фабрики шахты

20. Структура ПО ИИС управления водяного бойлера с газовой горелкой

21. Датчики емкостные

22. Методы измерения геометрических размеров деталей на токарном станке

23. Технические требования к ИИС угольной шахты

24. Структура ПО ИИС управления давлением в трубопроводе

25. Датчики пьезоэлектрические

26. Методы измерения давления

27. Технические требования к ИИС листопрокатного стана

28. Структура ПО ИИС управления скоростью лифта
29. Датчики приближения, классификация по принципу действия

30. Контроль концентрации метана в угольных шахтах
Рассмотрено на заседании кафедры ПС 
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